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Fig. 1 b＝[11̃00]刃状転位の ABFSTEM 像．転位は(11̃00)面上に 2 種類の積層欠陥(SF1, SF2)を伴って 3 本の
部分転位へと分解している．

Fig. 2 SF 1 の ABF 
STEM シミュレーシ
ョン像(上)および実験
像(下)．

Fig. 3 SF 2 の ABF 
STEM シミュレーシ
ョン像(上)および実験
像(下)．
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ABFSTEM 法によるアルミナ{11̃00}積層欠陥の構造解析
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アルミナ(aAl2O3)は構造用セラミックスとして広

く実用に供されている．アルミナの高温機械特性を理

解するためには，転位の挙動を明らかにすることが重

要である．本研究では，b＝〈11̃00〉転位の分解反応に

伴って形成される{11̃00}面上の積層欠陥の原子構造

を同定することを目的として，{11̃00}/〈112̃0〉小傾角

粒界中に配列する〈11̃00〉刃状転位を環状明視野走査

透過型電子顕微鏡法(ABFSTEM法)により解析し

た(1)．

Fig. 1 は[1̃1̃20]方向から観察した[11̃00]刃状転位

の ABFSTEM 像である．転位は 3 本の 1/3[11̃00]
部分転位へと分解しており，部分転位間に 2 種類の

(11̃00)積層欠陥(SF1，SF2)が形成されている．積

層欠陥の原子構造を同定するため，第一原理計算によ

り構築された構造モデル(2)を用い，ABFSTEM シミ

ュレーションを行った．Fig. 2 は SF1 のシミュレー

ション像(上)および実験像(下)である．また，図中右

側に対応する構造モデルを示している．両者は良く一

致しており，SF1 の積層構造は ...ABCCABC... であ

ることが明らかとなった．Fig. 3 は SF2 のシミュレ

ーション像および実験像である．この場合も同様に，

両者は良く一致しており，SF2 の積層構造は ...AB-
CBCABC... であることが明らかとなった．

文 献

( 1 ) E. Tochigi, et al.: AIP Conf. Proc., 1763(2016), 050003.
( 2 ) E. Tochigi, et al.: Acta Mater., 58(2010), 208215.

(2016年 7 月22日受理)[doi:10.2320/materia.55.610]


